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Плоско ориентированные комплексы Pt (II) широко используются в супрамолекулярной химии, благодаря разнообразным 
полезным и интересным свойствам1-4. В продолжение предыдущей работы5 мы сообщаем об анализе самоагрегации 
методом разбавления ЯМР 1H и 195Pt циклометаллированных Pt(II) комплексов (SAF-08, SAF-40 и SAF-39) типа NNC, 
содержащих различные галогенидные вспомогательные лиганды.

 
В спектрах ЯМР 1H и 195Pt всех комплексов наблюдалось концентрационно-зависимое смещение химических сдвигов. 

Оба эксперимента показывают похожие результаты, из чего следует, что 195Pt ЯМР также является хорошим методом для 
изучения самоагрегации комплексов Pt(II). В ходе исследования было обнаружено, что природа галогена незначительно 
влияет на самоассоциацию комплексов. 
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